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Relatério de Dados da Disciplina

Sigla: GMG5879-1  Tipo: POS
Nome: Difratometria de Raios X
Area: Mineralogia Experimental e Aplicada (44144)

Datas de aprovacgao:
CCP: 25/06/2013 CPG: 25/06/2013 CoPGr:

Data de ativacdo: 25/06/2013 Data de desativagdo:

Carga horaria:
Total: 90 h Teodrica: 5h Pratica: 2 h Estudos: 2h

Créditos: 6 Duracdo: 10 semanas

, . 751777 - Fabio Ramos Dias de Andrade -25/06/2013 até data atual
Responsaveis: . i
858702 - Luciano de Andrade Gobbo -25/06/2013 até data atual

Conteldo:

Difracéo e difratometria de raio X - Introdugéo: Conceitos de cristalografia e simetria;
Cela unitaria e indices de Miller;

Sistemas critalinos, reticulos de bravais;

Imagens de Laue e difratogramas;

Método do p6 versos monocristal.

Estrutura versus reticulo cristalino: Estrutura cristalina;
Reticulo cristalino direto;

Reticulo reciproco e esfera de Ewald;

Imagens de Laue.

Difratbmetros de raios X: Geometria - reflexdo e transmisséo;
Fendas divergentes e configuracées;

Detectores.

Preparagdo de Amostras: Granulometria;

Coeficiente de absorgéo;

Orientacéo preferencial.

DRX: analise qualitativa - Equacdes de Laue e de Bragg;
Interpretagao de difratogramas;

Banco de Dados;

Search-match: as bases do método Hanawalt;
Configuragées instrumentais para anélise qualitativa;
Pratica de "search-match" em difratogramas;

Analise de agrupamento;

DRX: analise quantitativa | - Métodos quantitativos;
Métodos de Rietveld;

Equacéo geral da intensidade;

Configuragao instrumental na analise quantitativa;
Influéncia de caracteristicas da amostra;

Pratica de Rietveld.

DRX: analise quantitativa Il- Método de Rietveld;

Pratica de Rietveld

DRX: analise quantitativa Ill - Quantificacdo de fase amorfa;
Tamanho de cristalino e deformacao;

Visita a laboratdrios;

Outras aplicagdes (em um difratdmetro de raios X)
Aplicagdes nao ambientais;

Tensao Residual;

Textura;

Reflectometria;

SAXS, PDF
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